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Метод дифракции медленных электронов (ДМЭ) дает 
информацию о структуре поверхностной кристалличексой 
решетки. Однако в отличие от микроскопических методов 
(СЗМ, РЭМ), дифракционные методы не позволяют 
непосредственно наблюдать атомы поверхности. 

Во всех методах исследования структуры поверхности, 
основанных на явлении дифракции, измеряется 
интенсивность дифрагировавшей волны, в то время как ее 
фаза остается неизвестной. 



Трехмерные кристаллические 
решетки 

•  



Примитивная (элементарная) ячейка решетки – это объем 
пространства, который, будучи подвергнут всем 
трансляциям, образующим решетку Браве, заполняет все 
пространство, нигде не пересекаясь и не оставляя 
промежутков. 

Объем любой элементарной ячейки независимо от ее 
определения равен обратной плотности точек в решетке V0 = 
1/n
Условная элементарная ячейка – область, которая 
заполняет все пространство без перекрытия, будучи 
подвергнутой трансляциям, принадлежащим некоторому 
подмножеству всех трансляций, образующих решетку Браве. 
Величина, определяющая характерный размер условной 
ячейки, называется постоянной решетки.

Ячейка Вигнера–Зейтса – это элементарная ячейка с 
центром в некоторой точке решетки и занимающая 
область пространства, лежащую ближе к данной точке, 
чем к остальным.
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Двумерные кристаллические 
решетки 
•  

     



Индексы Миллера для атомных 
плоскостей
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